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Red:t'erches de Diffraction Electronique Poursuivies au Laboratoire 
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S. GoLnszTAUB 

Laboratoire de Min eralogie de l' Universite de Strasbourg 
Strasbourg , France 

L'equipement du Laboratoire de Mineralogie de Strasbourg comprend un diffracteur 
electronique construit au laboratoire et un microscope electronique O.P.L. 

Les travaux suivants ont ete effectues en utilisant les techniques habituelles. 

The system Pt-C in thin film has been investigated by electron diffraction. An amorphous 
phase has been found in a large range of composition . 

The dihydratation of muscovite crystals show small crystals (probably r·Ah03) epitaxially 
oriented on the subst rate . 

Attempts have been made to post-accelerate diffracted electrons in order to study 
surface structures by means of low energy electrons. 

1. Systeme Pt-C etudie en films minces 

Ce systeme presente un interet a cause de 
l'emploi de l'alliage Pt-C pour l'ombrage des 
preparations de microscopie electronique. 

S. N. Mitra* et Michel ont prepare les films 
minces de ces alliages en utilisant Ia methode 
mise au point au laboratoire qui consiste a 
evaporer simultanement dans le vide les con· 
stituants du systeme a etudier eta condenser 
leurs vapeurs sur une surface convexe. On 
obtient ainsi un film dont Ia composition 
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Vaporisa!,-on sJmultan~~ 
Fig. 1. Dispositif de vaporisation. 

* S. N. Mitra actuellement a !'Indian School 
o f · Mines and Applied Geology a Dhanbad (E. Ry) 
India. 

varie de fa<;on continue d 'une extremite a 
!'autre de Ia preparation (Fig. 1). On con-

1. Pt pur 
Z .. Pt- C f80 -20) 
2bis Pt-C (5o-5o) 
"3. Pt- c (20 -80) 
Lt-. 

Fig. 2. Courbes microphotometriques des dia
grammes de poudres donnes par les films Pt-C de 
differentes compositions. 
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state que le depot ainsi obtenu est pratique
ment amorphe pour des teneurs importantes 
en carbone. (Fig. 2). 

Le diagramme d'equilibre Pt-C obtenu par 
fusion dans les conditions habituelles montre 
que le carbone n'est soluble dans le platine 
que jusqu'a une concentration de 1,2% (L. S. 
Collier, T . H. Harrison, W. G. A. Taylor)'> . 

L'etat amorphe observe dans les films 
minces peut s'expliquer par la petitesse des 
coefficients de diffusion du carbone dans le 
platine et du platine dans le carbone a la 
temperature ambiante. 

Nous etudions d'autres systemes binaires 
(Au-Si) sans miscibilite en phase solide pour 
generaliser ce resultat. 

2. Deshydratation de Ia muscovite 

Un autre travail poursuivi par Eberhart et 
que je desire mentionner est relatif a Ia des
hydratation de cristaux de mica. On ob
serve sur des cristaux de muscovite chauffes 
lentement a 900° -1000°C la formation de 
petits cristaux orientes par rapport au sup-

Fig. 3. Muscovite deshydratee a 950°. Grossis
sement lineaire 12.000. 

Fig. 4. Muscovite deshydratee a 950°. Grossis
sement lineaire 67.000. 

port. Les Fig. 3 et 4 montrent quelques-uns 
de ces cristaux. 

Ces cristaux qui se trouvent souvent a 
l'interieur de figures de corrosion en creux 
ont ete examines par micro-diffraction elec
tronique. On observe en plus du diagramme 
donne par le mica deshydrate des taches dis
posees aux sommets d'un reseau hexagonal 
dont le parametre est a= 5,6 A. (Fig. 5). 

Ce diagramme est voisin de celui que don
nerait un cristal de r- Alz0 3 oriente suivant 
l'axe [111]. 

R. Roy2> avait deja signale !'existence de 
r-AlzOa ou spinelle parmi les produits de 
deshydratation de la muscovite. 

La Fig. 6 montre une made suivant (111) 
tres commune chez les spinelles. 

Je ne dirais rien d'autres recherches re
latives a la determination de la structure de 
l'alliage Au2Mn, (Michel)3> de la determination 
du groupe de symetrie de la boehmite (H. 
Bosmans et P. Michel)•> ainsi que de l'etude 
des phases NiH (A. Janko et P. Michel)'> qui 
ont fait l'objet de publications. 

Fig. 5. Microdiffraction electronique sur un 
petit crista!. 

Fig. 6. Petit crista! macle . Grossissement 120.000. 
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3. Diffraction des electron de faible energie 

En terminant je voudrais signaler !'etude 
de diffraction d'electrons de faible et moyenne 

energie en treprise avec Bapst. Comme le Dr. 
Germer l'a signale dans sa communication it 
est interessant de post-accelerer les electrons 
Ients afin de pouvoir les detecter aisement 
soit au moyen d'une plaque photographique 
soit grace a un ecran fluorescent . Nous avons 
accelere des electrons de quelques milliers de 
volts par un champ electrique uniforme. Pour 
obtenir ce champ electrique nous avons tout 
d'abord utilise une helice en aquadag tracee 
sur Ia surface interne d'un cylindre en pyrex. 
Nous avons abandonne ce systeme car nous 
n'avons pas reussi a maintenir Ia resistance de 
l'helice d'aquadag a une valeur convenable. 
Aussi avons nous eu recours a un empilement 
classique d'anneaux metalliques coaxiaux 
portes a un potentiel lineairement croissant. 
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Fig. 7. Schema de principe de l'appareil de 
diffraction a post-acceleration. 

Fig. 8. Vue d'ensemble de l'appareil. 

Nous avons ainsi pu obtenir apres accelera
tion des anneaux de diffraction tres nets. 
Malheureusement, le contraste de ces dia
grammes n'etait nullement accru a cause 
d'electrons parasites egalement acceleres. 
(Figs. 7 et 8) 

Je pense qu'en ameliorant le vide dans 
l'appareil en utilisant Ia technique des ultra
vides, il sera possible d'eviter les electrons 
parasites et d'augmenter le contraste des 
diagrammes. 

Si j'ai mentionne ce travail qui est encore 
a ses debuts, c'est que j'espere que vous 
voudrez bien me donner avis et critiques. 
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DISCUSSION 

L. L. MARTON: We too had a problem similar to yours in operating a relatively low 
energy electron device; we found that the trouble started with secondary electrons 
generated close to the first two or three rings and trap there the secondaries before 
postaccelerating main beam. 

S. H. BAuER: The variation in background intensities which appears in Fig. 2, 
steep backgrounds for the carbon rich films and less steep for the platinum rich films, 
may be explained on the basis of multiple scattering. 




